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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATONALE

COMPOSANTS FERRITES POUR HYPERFREQUENCES —
METHODES DE MESURE DES PRINCIPALES PROPRIETES

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl)/La | a pour objet de

Leur élaboration est confiée a des comités d etudes aux travaux desquels tout 0 ssé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernemental les, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabg troite Qrganisation

2) L . L i i dans la mesure

3) ationales. lls sont publiés
ationaux.

4) iona ela CEIl s'engagent a appliquer de
i de la CEI dans leurs normes

gt~la norme nationale ou régionale

5) ’ comme indication d’ approbatlon et sa responsabilité
6) L’ i ing présente Norme internationale peuvent faire
) its analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme éte\établie par le Comité d'Etudes 51 de la CEl:

Composants m

Le texte de cette ments suivants:

Rapport de vote

51/494/RVD

Le rapport
abouti a cette n
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MICROWAVE FERRITE COMPONENTS -
MEASURING METHODS FOR MAJOR PROPERTIES

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

for Standardization (ISO) in accordance with conditions determin
organizations.

arly as possible, an
28 has representation

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical m
international consensus of opinion on the relevant subjects sincee
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendationg for internatiogal use_and are published in the form

4) In order to promote international unificatio At itte rtake to apply IEC International
5 i ijortal and regional standards. Any

divergence between the |IEC Standard and“the cerrespondi i regional standard shall be clearly
5) The IEC provides no marking procedure tq indicate its appxoval and cannot be rendered responsible for any

6) Attention is drawn to the pdssibily \ of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shaMnot be i idhe tifying any or all such patent rights.

International Std repared by IEC technical committee 51: Magnetic
components and ferfi ials.

The text of this standa e following documents:

Report on voting

51/486/FDIS 51/494/RVD

Full information~an thg voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in above table.
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COMPOSANTS FERRITES POUR HYPERFREQUENCES —
METHODES DE MESURE DES PRINCIPALES PROPRIETES

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale sert de guide pour les méthodes de mesure des principales
propriétés hyperfréquences, telles que le facteur d'adaptation, ['affaiblissement direct,
I'affaiblissement inverse, le déplacement de phase et le temps de propagation de groupe, des
composants ferrites pour hyperfréquences.

NOTE 1 — Les méthodes de mesure sont compilées selon le modéle de la CEl 60510-

NOTE 2 — Les analyseurs de réseau sont actuellement utilisés par la plupart des €abrica v
propriétés des composants ferrites pour hyperfréquences. Cependant, la connaissange de $ les de pesure de
base est nécessaire pour comprendre le but général des mesures, y compris I'emplgi des analyseurs de réseau.
Pour cette raison, des méthodes de mesure usuelles sont décrites ci-aprées.

2 Référence normative

de la publication, I'édition indiquée étalt en W t normatif est sujet a révision
et les parties prenantes aux accords fontés st rme internationale sont invitées
a rechercher la possibilité d'appliquer iti 3 ecente du document normatif indiqué
ci-aprés. Les membres de la CEl et d 5
en vigueur.

les stations terriennes
sous-ensemble a‘l
fréquences intermédiai.

{a ance, facteur d'adaptation, facteur de réflexion
et rappert dande stagionnaire (VSWR)

Pour les composants” ferrites pour hyperfréquences, l'intérét réside essentiellement dans la
mesure du facteur d'adaptation plutdt que dans celle de I'impédance, du facteur de réflexion ou
du VSWR.

Le facteur d'adaptation L, en décibels, d'une impédance Z par rapport a sa valeur nominale Z,
est donné par:

z+zo‘

L =20 |Oglo Z_—ZO

(1)
Comme alternative, le facteur d'adaptation, en décibels, est donné par:

1
ﬁ (2)

L = 20 logy,
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MICROWAVE FERRITE COMPONENTS -
MEASURING METHODS FOR MAJOR PROPERTIES

1 Scope

This International Standard gives guidance on the measuring methods for major microwave
properties, such as return loss, forward loss, reverse loss, phase shift and group delay, of
microwave ferrite components.

NOTE 1 — The methods of measurement are compiled after the model of IEC 60510-1-3.

NOTE 2 — Network analyzers are being used by most manufacturers to evaluate
ferrite components at present. However, knowledge of basic measuring methods is.
general purpose of measurements including the use of network analyzers. T
measurement are described herein.

gsuch properties of microwave

2 Normative reference

Section three: Measur
Amendment 1 (1988)

3 Return loss

3.1 The relationship\bet

The return loss L indécibels of an impedance Z relative to its nominal value Z, is given by:

L = 20 log;, (1)

Z+ Zy
VAVA

1
# (2)

Alternatively, the return loss in decibels is given by:

L = 20 log;,
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ou p est le facteur de réflexion en tension de I'impédance Z par rapport a Z,, c'est-a-dire:

_Z- 2
VSWR est donné par:
1
VSWR = —— IZ I (4)

3.2 Méthode de mesure du facteur d'adaptation

exigée (typiquement 1 dB) peut étre utilisée. Pour le présent e
énumérés ci-dessous et indiqués sur la figure 1:
— un générateur a fréquence de balayage;

— un pont de mesure pour hyperfréquences;

— un atténuateur calibré;

— un détecteur d'amplitude;

— un oscilloscope.

u'aucun signal ne soit présent et que le
dispositif en essai puisge_étre idécé co réseau passif linéaire.

Le facteur d‘ad
les mesures, ausst’ bit

mesure, peut étre

uateurs, des adaptateurs, etc., utilisés pendant
'‘adaptation a l'entrée et a la sortie du matériel de
me méthode.

3.3 Considg sur le matériel de mesure
3.3.1
Sur une ga ifiée/de fréquences, il convient que le générateur soit capable de générer

la radiofréquente_sinusoidale, et que son niveau de sortie soit constant.

Il convient que la fréquence des répétitions f, du balayage soit dans la gamme de 10 Hz a
100 Hz, a condition que la bande passante de la partie récepteur, c'est-a-dire détecteur
d'amplitude et oscilloscope, soit environ de 50 & 100 fois la vitesse de balayage choisie.

3.3.2 Pont de mesure pour hyperfréquences

Sur une gamme spécifiée de niveaux de signal, il convient que la tension a la sortie du pont
soit proportionnelle a I'amplitude du facteur de réflexion de I'impédance en essai.

3.3.3 Sensibilité du détecteur

Il convient que le niveau minimal détectable par le détecteur soit au moins 20 dB au dessous
du niveau minimal prévu du pont dans les conditions données en 3.4.3.
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